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V322b サブ秒角でX線天体を撮影する多重像X線干渉計MIXIM（２）開発の現状
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我々は、光学系を用いない新しいタイプの X線干渉計を提案している。X線回折格子と X線ピクセル検出器
を組み合わせた単純な構造で、タルボ効果により生じる多数の自己像を撮影し重ね合わせることで、光源のプロ
ファイルを測定する。例えば、波長 0.1nmの入射Ｘ線対して、5µmピッチ、開口率 0.2の格子を検出器から 50 cm
の距離に置くことで、0.4秒角の像が得られる見込みである。我々は、これを多重像Ｘ線干渉計 (MIXIM, Multi
Image X-ray Interferometer Module (Mission)) と呼んでいる。ピクセルサイズ 30µm のXRPIX2b検出器を用
いて、マイクロフォーカス X線源 (Wターゲット)、X線回折格子 (4.8µmピッチ, 17µm厚 Au)と組み合わせ、
4.4 倍の拡大率で干渉縞の検出に成功している (2017年春季年会)。しかし、天体からのX線は平行光のため、検
出器にはより高い位置分解能が必要である。そこで、ピクセルサイズ 4.25µmの可視光用のCMOSイメージセン
サ (Gpixel製GSENSE5130)に着目した。可視光用ではあるが、X線にも感度を持ち、5.9 keVの X線に対して
約 240 eVエネルギー分解能を得ている (2017年秋季年会)。
今回の発表では、この GSENSE5130 と 4.8µm ピッチ格子を組み合わせて、SPring8 BL20B の光源サイズ

0.04× 0.28秒角の準平行光 (12.4 keV, 24.8 keV)を照射した実験に関して報告する。干渉縞検出の有無に加え、偏
光検出能力の評価に関しても報告する。また、同センサおよびGSENSE2020 -BSIにマイクロフォーカスＸ線源
のＸ線を照射した実験に関しても報告する。


